
Introducción a la microscopía de efecto tunel (STM) y la 
microscopía electrónica de barrido (SEM)

Conferenciantes:      
Taisia Gorkhover y Daniela Rupp

Technische Universität Berlin

1.- Principios básicos
2.- Teoría de STM
3.- Diseño y propiedades del experimento
4.- Grabación y análisis de imágenes en STM
5.- STM: posibilidades y fronteras
6.- Diferencias con SEM
7.-SEM de las transformaciones reconstructivas en la mica muscovita
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